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Aniloxzellen bei 422L/cm mit 80x
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Gravurzelle mit 40x VergréRerung Reflektionsfreie, detailgenaue Betrachtung einer
Gravurzelle durch Hardware Filter

. Optional:
Automatische

Flexoplatten-

analyse




322L/cm- 818L/inch mit der 20x Optik
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Zoom: 1,00
1Pixel = 0,5000um

Hight: Oum Revolver, mit 5, 10, 20, 40 +
i 80x Planachromatische

Diameter: 245,00pm | Optlken
Radius: 122,50um -
Area: 23571,76um?

mmiineh PRESET ZERO/OFF

SibView fur: Tiefe, Breite, Abstand, Durchmesser, Wa  nd-

Digitalmikrometer mit
Genauigkeitsanzeige von 1um

breite, Winkel und mehr

Technische Daten: Binokular: VergroRerung 50, 100, 2 00, 400, 800x und Kamera fur Aufnahmen ab 44000ppi

SibView Software mit automatische Messwertiibernahme und Schnellspeicher fiir 3D Aufnahmen

Instrument Fahrweg in X, Y, Z Richtung mit Fein und Grobfokus

5 Mikroskope Optiken: 5,10,20,40,80x Planachromat; Au  tomatische Optik Erkennung mit Auto-Kalibrations-Erke nnung
Kleinste optische Auflésung bei 80x< 350nm.

Filter: z.B. Farb-, Polefilter; Feld Iris Blenden Ju  stage. SibView Software mit autom. Messwertiibernahme

Optional: Software zur Flexoplatten-Analyse inkl. Spe  zialfunktion fur HD Flexo inkl. 4x planachromatisch e Optik

Karwendelstrasse 24 82319 Starnberg! Germany
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